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背景

開発目標：ハーメチックシールの接合性改善

評価ポイント: リード線/ガラス接合界面の酸化物分析

対象製品： PD(Photo Diode)、LD(Laser Diode)
CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp) etc.
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ハーメチックシールの構造と求められる特性

特性

気密性

接合強度

絶縁性

PD用パッケージ

ガラス
リード線（コバール線）

酸化膜
酸化膜

厚さ

均一性

酸化物種類10 μm

ガラスリード線
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従来の評価方法における課題

破壊

酸化物

課題
・ リード、ガラスの両側に酸化物が残存
・ リードのフレッシュ面が再酸化の可能性

・ 酸化層の薄層化 → 高感度化が必要

再酸化

剥離して表面を測定

オリジナル界面の
特定困難
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従来法、実験室装置
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新規開発した測定方法

コンセプト： 酸化層を破壊せず、そのまま測定

断面薄片化

放射光

ガラスに封止されたままのオ
リジナル界面を分析

回折

30μm

2次元検出器

試料前処理

測定方法
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測定条件の検討

放射光

回折

2次元検出器

検討条件

測定場所： SPring-8 BL16XU
検出器： IP（富士フィルム社製BAS 2040）、

FPD(Rad-icon社製 Shad-o-cam 4k )
YAP(BEDE)
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測定結果
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界面の酸化物の検出に成功

プロセス条件による
界面酸化物の解析に適用
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○ハーメチックシールのガラス/リード界面酸化物の非破壊分
析方法を開発

○高エネルギー放射光と2次元検出器の組み合わせにより、
界面酸化物を高感度で検出可能

まとめ、今後の展開

まとめ

今後の展開

○他の材料（線材/被覆界面）に適用

○マイクロビームとの組み合わせでより微小部の分析に適用


